POLITECHNIKA POZNANSKA

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACII PUNKTOW (ECTS)

KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS

Nazwa przedmiotu
Zaawansowane laboratorium mikroskopii probnikowej [S2FT2>ZLMP]

Przedmiot

Kierunek studiow Rok/Semestr

Fizyka techniczna 1/1

Studia w zakresie (specjalnosc) Profil studiow

- ogolnoakademicki
Poziom studiow Jezyk oferowanego przedmiotu
drugiego stopnia polski

Forma studiow Wymagalnosc¢
stacjonarne obligatoryjny

Liczba godzin

Wyktad Laboratorium Inne
0 15 0
Cwiczenia Projekty/seminaria

0 0

Liczba punktéw ECTS

1,00

Koordynatorzy Wyktadowcy

dr inz. Marek Weiss
marek.weiss@put.poznan.pl

dr inz. Marek Nowicki
marek.nowicki@put.poznan.pl

Wymagania wstepne

Podstawowe wiadomosci dotyczgce konstrukcji i dziatania mikroskopéw probnikowych (STM, AFM).
Znajomosc¢ zagadnien z materiatoznawstwa oraz wytrzymatosci materiatéw oraz elektryczno$ci
magnetyzmu.

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie studentéw z zaawansowanymi technikami pomiarowymi realizowanymi przy uzyciu
mikroskopow prébnikowych. 2. Zapoznanie studentéw z technikg nanoindentacji oraz parametrami
materiatow jakie moga by¢ w niej okreslane. 3. Ksztaltowanie u studentow umiejetnosci pracy zespotowej.

Przedmiotowe efekty uczenia sie

Wiedza:
1.Studen po ukonczeniu kursu rozumie zasady dziatania i zjawiska fizyczne uzywane w poszczegoélnych
trybach pracy mikroskopdéw probnikowych



2. Studen po ukonczeniu kursu rozumie zasady dziatania i zjawiska fizyczne uzywane przy wyznaczaniu
parametrow mechanicznych materiatdw metodg nanoindentac;ji

Umiejetnosci:

1. Studen po ukonczeniu potrafi dobra¢ odpowiedni tryb pomiarowy mikroskopu prébnikowego
dopasowujgc go do cech materiatow jakie chce zbadaé

2. Student, ktory zaliczyt przedmiot potrafi samodzielnie obstuzy¢ mikroskop prébnikowy w trybach
pracy LFM, FM, MFM, AFM oraz nanoindenter

Kompetencje spoteczne:
1. Student, ktory zaliczyt przedmiot potrafi samodzielnie i w zespole zaplanowac¢ i przeprowadzi¢ pomiar
mikroskopem prébnikowym i nanoindenterem

Metody weryfikacji efektéw uczenia sie i kryteria oceny
Efekty uczenia sie przedstawione wyzej weryfikowane sg w nastepujgcy sposob:

W zakresie stosowanych metod weryfikacji osiggnietych efektéw uczenia sie stosuje sie nastepujgce
progi ocen:

50,1-60% dst;

60,1-70% dst+;

70,1-80% db;

80,1-90% db+;

od 90,1% bdb.

Ocena wynika z iprzygotowania protokotu z pomiaréw laboratoryjnych oraz/lub odpowiedzi ustne;j.

Tresci programowe

Uczestnicy poznajg wposob praktyczny zaawansowane tryby pracy mikroskopéw prébnikowych (LFM,
FM, MFM, AFM) oraz spektroskopie sit i technike nanoindentacji.

Tematyka zaje¢

1. Pomiar w trybie MFM (magnetic force microscopy)

2. Pomiar w trybie FM (force modulation)

3. Pomiar w trybie CAFM (conductive AFM)

4. Pomiary spektroskopii sit AFM

5. Pomiar nanoindenterem réznych materiatow (metale, potprzewodniki, polimery)

Metody dydaktyczne

Cwiczenia laboratoryjne: éwiczenia praktyczne, przeprowadzanie eksperymentéw, dyskusja, praca w
zespole.

Literatura

Podstawowa:

1. Nan Yao, Zhong Lin Wang, Handbook of Microscopy for Nanotechnology, Springer 2005

2. Ernst Meyer , Roland Bennewitz , Hans J. Hug, Scanning Probe Microscopy: The Lab on a Tip Springer
2021

Uzupetniajgca:
Publikacje naukowe dotyczgce technik bedgcych przedmiotem nauki

Bilans naktadu pracy przecietnego studenta



Godzin ECTS
taczny naktad pracy 30 1,00
Zajecia wymagajgce bezposredniego kontaktu z nauczycielem 15 0,50
Praca wtasna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajec 15 0,50

laboratoryjnych/éwiczen, przygotowanie do kolokwidow/egzaminu,
wykonanie projektu)




